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 要  旨 
近年，画像や動画などのデジタルコンテンツが，インターネット上の様々なサービスを通じて
広く普及している．しかし，デジタルコンテンツは複製や配布が容易であるため，著作権侵害が
深刻な問題になっている．その対策の１つとして，「電子透かし」という技術がある．「電子透か
し」とは，著作権や配布先などの情報をデジタルコンテンツ内部に埋め込み，必要時に検出する
技術である．これを利用して，デジタルコンテンツの違法コピーや配布を取り締まることができ
る． 
本研究では画像を対象とした電子透かし技術の研究を行った．画像電子透かしにおいて，幾何
変形への耐性は重要な課題である．従来，幾何変形への耐性の研究として，「アフィン変形」の一
部と「ランダムゆがみ」の両変形への耐性を備える様々な画像電子すかし方式が提案されてきた．
しかし，全ての「アフィン変形」と「ランダムゆがみ」の両変形への耐性を備える方式はまだ提
案されていなかった．そこで本研究では，既に提案されている「ランダムゆがみ」への耐性を備
えた画像電子透かし方式を拡張し，全ての「アフィン変形」と「ランダムゆがみ」の両変形への
耐性を備えた画像電子透かし方式を提案した． 
 従来方式では複数のビットを埋め込む場合，画像を分割して各領域に 1ビットずつ埋め込んで
いる．そのため画像に幾何変形が施されてしまうと，各ビットを埋め込んだ画像領域の境界線が
正しく判定できなくなる問題があった．提案方式では，画像全体に 1ビットの透かしを複数埋め
こんでいるため，この問題に対応できる．また埋め込む複数の透かしが異なる色差平面に分散す
るように提案方式を改良することによって，画質の改善を行った． 
 提案方式を実装し，幾何変形への耐性評価を行った．評価は 1 つの画像サンプルに対して，8
ビットの情報を埋め込んだ後，「アフィン変形」と「ランダムゆがみ」の組合せ攻撃を施した．そ
の結果，幾何変形を施した後でも埋めこんだ情報を正しく検出することができた．したがって提
案方式において，従来方式より広範囲の幾何変形である全ての「アフィン変形」と「ランダムゆ
がみ」の両変形への有効的な耐性評価を得ることができた． 
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